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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement ia publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validitg de la présente publication

Le contdnu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CE! afin qu'il reflete 'état
actuel d¢ la technique.

eignements relatifs & la date de reconfir-
e la publication sont disponibles dans le
Catalogye de la CEIl.

Les renspignements relatifs a des questions a I'étude et
des travgux en c-aurs entrepris par le comité technique
qui a éfabli cette publication, ainsi que la liste des
publicatigns établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

e «Bite web» de la CEI*

atalogue des publications de la CEI
ublié annuellement et mis a jour
r¢gulierement

(Catalogue en ligne)”

ulietin de la CEI
isponible a la fois au «site web» de la CER
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qyi concerne la terminologie générale, le lecteur
se repoftera a la CEl 60050 Vocabulaire Electro-
techniqde International (VET).

Pour leq symboles graphiques, les symboles littéraux
et les sigines d':'sage)général approuvés par la CEl, le
lecteur ¢onsulteri/1a‘CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser ¢n électratechnique, la CE! 60417: Symboles
graphiqyes utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation’ des feuilles individuelles, et 1a CEl 60617:
Symbolgs graphiques pour schémas.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications |is kept
under constant review by the 1EG, thus ensufing that
the content reflects current techriology.

Information relating to thel\date of the reconfjrmation
of the publication is available in the IEC catalopue.

Information on the‘subjects under considerafion and
work in progress’ undertaken by the tpchnical
committee which has prepared this publication] as well
as the list-of ‘publications issued, is to be found at the
followingJEC sources:

«/IEC web site*

o" Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

« [EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, 1IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and EC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Circuits intégrés

Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques

Section quatre - Spécification de famille pour
les circuits intégrés numériques MOS complémentaires,

séries 4 000 B et 4 000 UB

Comités nationaux.

b texte de cette norme est issu-des documents suivants:

AVANT-PROPOS

Les décisions ou accords officiels de la CE!l en ce qui concerne les questions techniques, prépatés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant-d)ces questions| expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sofit agréées comme telles par les

Dans le but d'encourager I'unification internationale, la CE! exprime le-voeu que tous les Comité$ nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la medure ou les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la-recommandation de la CEl et la régie

correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniérp.

nationale

A présente norme a été établie par le Sous:Comité n° 47A: Circuits intégrés, |et par le
omité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifsid_semiconducteurs.

ette norme est une spécification de famille pour les circuits intégrés numériqies MOS
pmplémentaires, séries 4 000 B et 4000 UB.

Reégle des Six Mois Rapport de vote
47A(BC)174
47(BC)1050 47A(BC)194

e rapport de‘vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
yant aboutia I'approbation de cette norme.

posants

e numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
méro’' de spécification dans le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des co%
|ectrgnigugs (IECQ).

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:

P

ublications nos  747-1 (1983):
747-10 (1991):
748-2 (1985):

748-11 (1990):

749 (1984):

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs discrets. Premiére partie:
Généralités. Amendement 1 (1991).

Dispositifs & semiconducteurs. Dixiéme partie: Spécification générique pour
les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

Dispositifs & semiconducteurs. Circuits intégrés. Deuxiéme partie: Circuits
intégrés numériques. Amendement 1 (1991).

Dispositifs & semiconducteurs. Circuits intégrés. Onziéme partie: Spécifica-
tion intermédiaire pour les circuits intégrés a semiconducteurs a I'exclusion
des circuits hybrides.

Dispositifs & semiconducteurs - Essais mécaniques et climatiques.
Amendement 1 (1991).
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1) The

whic
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They|have the form of recommendations for international use and they are(/accepted by the Nati
Comrittees in that sense.

3) In or

This standard has been prepared by Sub-Committee.No. 47A: Integrated circuits, and
the IEQ Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

This standard is a family specification for complementary MOS digital integrated circu

series

The text of this standard is based on the following documents:

Full information on.the voting for the approval of this standard can be found in the Vof

Report

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specificaf

numbe

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

Section four — Family specification for complementary MOS
digital integrated circuits, series 4 000 B and 4 000 UB

FOREWORD

frrrmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical-Committee
all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl

4 000 B and 4 000 UB.

Six"Months’ Rule Report on Voting
47A(CO)174
47(C0O)1050 47A(CO)194

indicated‘in-the above table.

inthe IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

er to promote international unification, the IEC expresses the wish/that all National CommitTees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rulestin so far as national conditions

permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should
far ag possible, be clearly indicated in the latter.

5 on
y as

bnal

will
, as

by

its,

ing

ion

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 747-1 (1983) Semiconductor devices - Discrete devices. Part 1: General.

Amendment 1 (1991).

747-10 (1991): Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete devi
and integrated circuits.

ces

748-2 (1985): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 2: Digital integrated circuits.

Amendment 1 (1991).

748-11 (1990): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 11: Intermediate specifi-

cation for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

749 (1984): “Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods.
Amendment 1 (1991).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégrés

Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques

Section quatre - Spécification de famille pour
les circuits intégrés numériques MOS complémentaires,
séries 4 000 B et 4 000 UB

INTRODUCTION

Systéme CEIl d’'assurance de la qualité des composants électroniques) fonctionne
cpnformément aux statuts de la CEIl et sous son autorité. Le but de ce 'systénje est de
definir les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon que>des cofmposants
électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigenges d’'une
spécification applicable soient également acceptables dans tous les autfes pays
rticipants sans nécessiter d’autres essais.

ette spécification de famille fait partie d’'une série de spécifications particuliergs cadres

cpncernant les dispositifs & semiconducteurs; elle doit étce utilisée avec les publications
spivantes de la CEl:

7-10/QC 700000: Dispositifs & semiconducteurs. Dixiéme partie: Spécification
énérique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

8-11/QC 790100: Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés. Onziéme partie:
pécification intermédiaire pour les circuits intégrés a semiconducteurs a I'exclysion des
jrcuits hybrides.

enseighements nécessaires

s nombres placés entre crochets sur cette page et les pages suivantes correspondent
X indications suivantes qui doivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Identification de la spécification particuliére

[11 Nom de I'Organisme National de Normalisation sous I'autorité duquel la spécification
particuligre est établie.

Numeéro IECQ de la spécification particuliére.
Numéros de référence et d'édition des spécifications générique et interméd:rire.

Numéro national de la spécification particuliere, date d’édition et toute autre
national.

Identification du composant
[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le
boitier.

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent

étre indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans un tableau
comparatif.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions néces-
saires & observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

Section four - Family specification for complementary MOS
digital integrated circuits, series 4 000 B and 4 000 UB

INTRODUCTION

The IEQ Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance
with thg statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of thisisystem is
to defipe quality assessment procedures in such a manner that electronic componelnts
released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable
specifigation are equally acceptable in all other participating countries without the need|for
further testing.

This family specification is one of a series of blank detail specifications for semicondugtor
deviceg and shall be used with the following IEC publications:

747-10{QC 700000: Semiconductor devices. Part 10:{Generic specification for disciete
deviceg and integrated circuits.

748-11{QC 790100: Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 11: Sectional spéci-
fication for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

Requirgd information

Numbefs shown in brackets on.this and the foliowing pages correspond to the followling
items of required information, which should be entered in the spaces provided.
Identification of the detail-specification

[1] The name of the National Standards Organization under whose authority the detail
becification_is.issued.

s

[21 T

[38] Tpe numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The<national number of the detail specification, date of issue and any furqher
information required by the national systemn.

Identification of the component

[5] Main function and type number.

[6] Information on typical construction (materials, the main technology) and the
package.

If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be
indicated, e.g. feature of characteristics in the comparison table.

he IECQ-number of the detail specification.

If the device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added
in the detail specification.
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[71 Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux
documents correspondants pour les encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 2.6 de la spéci-
fication générique.

[¢] Données de référence.

[Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent a la premiére
page de la spécification particuliére, sont destinés a guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas
figurer dans la spécification particuliére.]

[Lorsqu'il existe un risque d’ambiguité quant & savoir si un paragraphe est uniquement destiné a guider le
rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets:]

[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1]1 | [Numéro de la spécification particuliére [2]
(Bt éventuellement de I'organisme auprés duquel la | IECQ, plus numéro d'édition et/ou date.]
%écification peut étre obtenue).] Qc 790104-

OMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE 3] | [Numéro national de la spécification particulipre]  [4]

ONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n’a pas besoin d'étre utilisée si |e numéro
pécification générique: national est identiqueau numéro IECQ.]
ublication 747-10 / QC 700000

pécification intermédiaire:
ublication 748-11 / QC 790100
[et références nationales si elles sont différentes.]

SPECIFICATION DE FAMILLE POUR LES CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES MOS [5]
GOMPLEMENTAIRES, SERIES 4 000 B ET 4 000 UB

Renseignements & donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.

1. Description mécanique [71| 2. Bréve description {6}
Références d’encombrement: Séries MOS complémentaires 4 000 B et 4 OPO UB.
CElI 191-2 . . . .. [obligatoire\si disponible] et/ou

nationales [s'il n'existe pas de dessin CEL] Matériau semiconducteur: [Si]

Encapsulation: [boitier avec ou sans cavité.]

Dessin d’'encombrement:
peut étre transféré, ou donné avec plus de détails,
I'article 10,de cette norme.}

ATTENTION: DISPOSITIFS SENSIBLES AUX
CHARGES ELECTROSTATIQUES.

dentification des bornes:

dossin indiquant ['emplacement des bornes, 3. Catégories d’assurance de la qualité {s]
1 is les symholes graphiques ] [A-choisi cification

générique.]

Marquage: [lettres et chiffres.]
[La spécification particuliére doit indiquer les infor- | DONNées de référence (9]
mations & marquer sur {e dispositif.]
[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification généri-
que et/ou P'article 6 de cette norme.]

Voir la spécification particuliére.

Se reporter a la liste des produits homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes a cette spécification de famille sont homologués.
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[7]1 Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant
document for outlines.

[8] Category of assessed quality according to subclause 2.6 of the generic specification.

[9] Reference data.

[The clauses given in square brackets on the next pages of this standard, which form the front page of the
detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail
specification ]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only instruction to the writer or not, the paragraph
shall be indicated between brackets.]

[Name (address) of responsible NAI [1] | [Number of IECQ detail specification, (2]
(and pgssibly of body from which specification is | plus issue number and/or date.]

availablp).] QC 790104-...

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED [3] | [National number of detail specification] [4]

QUALIRY IN ACCORDANCE WITH: [This box need not be used-if\the national number

Generid specification: repeats the IECQ number.}
Publication 747-10 / QC 700000

Sectiongl specification:
Publication 748-11 / QC 790100
[and natfional references if different.]

FAMILY| SPECIFICATION FOR COMPLEMENTARY MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, 5]
SERIES|4 000 B AND 4 000 UB

Ordering information: see clause 7 of this standard.

1. Meghanical description [71 | 2. Short description [6]
Outline [references: Complementary MOS, series 4 000 B and 4 000 UB.
IEC 1971-2..... [mandatory if ayailable] and/or . e

national [if there is no IEC outline.] Semiconductor material: [Si]

Encapsulation: [cavity or non-cavity.]

Outline |[drawing:
[may bd transferred to or given with more details in
clause 10 of this standard.]

CAUTION: ELECTROSTATIC SENSITIVE
DEVICES.

Termingl idepitification: )
[drawinI showing pin assignments, including 3. Categories of assessed quality 18]
graphic ] {rom-subelause-2.6-of the-generic-speeification]—

Marking: {letters and figures, or colour code.]
[The detail specification shall prescribe the informa- | Reference data [9]
tion to be marked on the device, if any.]

[See subclause 2.5 of generic specification and/or
clause 6 of this standard.]

See detail specification.

Information about manufacturers who have components qualified to this family specification is available in the
current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systémes des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire. Elles ne sont pas données aux fins de contréle.

Les valeurs indiquées sont valables sauf mention différente dans la spécification parti-
culiére.

Valeur
Paragraphe Paramétres Symbole Unité

min. max.

4.1 Tension d'alimentation Voo -0,5 18 Vv
(voir note 1)

4.2 Tension d'entrée v, -0,5 Vo + 0,5 \
(voir note 1)

4.3 Courant d'entrée | ; | 10 mA
(quelle que soit I'entrée)

4.4 Température de fonctionnement
- gamme étendue T -55 12,5 °C
- gamme limitée amb o
9 Tt -40 85 c
4.5 Température de stockage T -65 150 °C

Note 1. — Sauf pour les transitoires (voif-paragraphe 10.2 de cette norme).

§ Conditions de fonctionnement électrique et caractéristiques électriques

(Moir I'article 8 de cette .norme pour les exigences de contrble.)

.1 Conditions(de fonctionnement électrique

Y
|

lage recommandée de tension d'alimentation: 3 V & 15 V (essais a effectuer 3 | bpp=5V,
0 VetlisV).

.2 Caractéristiques électriques

Les caractéristiques électriques sont valables dans toute la gamme des températures de
fonctionnement, sauf indication contraire.

Toutes les tensions sont prises par rapport & Vgg.

5.2.1 Caractéristiques statiques

Note. - Le signe «moins» indique que le courant débite hors de la borne.
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.
They are not for inspection purposes.

The values given are valid unless otherwise specified in the detail specification.

Value
Subclause Parameters Symbol Unit
min max.

4.1 Supply voltage Voo -0,5 18 A/
(see note 1)

4.2 Input voltage v, -0,5 Vpp + 0.5 A
(see note 1)

4.3 Input current | l | 10 mA
(any one input)

4.4 Operating temperature
- full T -85 12,5 °C
- limited amb .
b ~40 85 c
4.5 Storage temperature T -65 150 °C

Note|1. - Except for transients (see subclause\10.2 of this standard).

5 Elegtrical operating conditions and electrical characteristics
(See clpuse 8 of this standard.for inspection requirements.)

5.1 Elegctrical operatingyconditions

Recommended supply voltage range: 3 V to 15 V (to be tested at V=5V, 1Q V
and 15|V).

5.2 Ehfctrical characteristics

These electrical characteristics apply over the operating temperature range, unless other-
wise stated.

All voltages are referenced to Vgg.

5.2.1 Static characteristics

Note. - A "minus” sign indicates that the direction of the current flow is out of the terminal.
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VDD Tambmin. +25°C Tambmax. Essayé
Paragraphe Caractéristiques Symbole Unité |en sous—
V) min. max. min. | max. min. max. groupe
5.2.1.1 Courant de repos
ViL=0V. Vi =Vpp
pour toutes les combinaisons
possibles d’'entrée
5.2.1.1.1 Dans la gamme étendue
des températures de
fonctionnement:
5 0,25 0,25 75
- portes 10 Iop 0,5 0,5 15 HA A3/A4
15 1 1 30
SSli
- buffers, 5 1 1 30 .
bascules, 10 IDD 2 2 60 HA A3/A4
autres SSI 15 4 4 120
5 5 L) 180
MSI 10 Iop 10 10 300 pA A3/A4
15 20 20 600
5 5 15 375
LS! 10 oo 10 25 750 pA | A3/A4
15 15 50 1500
5.2.1}1.2 Dans la gamme limitée
des températures de
fonctionnement:
5 1 1 7.5
- portes 10 ‘oo 2 2 15 HA A3/A4
15 4 4 30
Ssi
- butfers, 5 4 4 30
bascules, 10 lop 8 8 60 HA A3
autres SSI| 15 16 16 120
5 20 20 150
MSI 10 ’DD 40 40 300 HA A3/A4
18 80 80 600
5 50 50 375
LSt 10 ’DD 100 100 750 pA A3/A4
15 200 200 1500
5§.2.1.2 Tension de sortie au niveau
bas V“_ =0, 5 0,05 0,05 0,05
10 V, 0,05 0,05 0,06} V A3/A4
Vi =Von | 15 ] <1 oL g ’ ’
= Voo lo| <1mA 15 0,05 0,05 0,05
5.2.1.3 Tension de sortie au niveau
haut V|L =0, 5 4,95 4,95 4,95
10 V, 9,95 9,95 9,95 v A3/A4
Vi =Var | 14 ] <1 OH ¢ v ’
= Voo lo | <1nA 15 14,95 14,95 14,95

(La spécification particuliére doit indiquer si le dispositif est SSI, MSI ou LSI.)
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Voo Tampmin. +25°C T mpMax. Tested
Subclause Characteristics Symbol Unit | in sub-
V) min. | max. min. | max. | min. ] max. group
52.1.1 Quiescent device current
ViL=0V, Viy=Vpp
for all valid input
combinations
5.2.1.1.1 For full operating
temperature range:
5 v 0,25 0,25 7,5
- gates 10 /DD 0,5 0,5 15 uA A3/A4
15 1 1 30
5S|
- buffers, 5 1 1 30
flip-flops, 10 IDD 2 2 60 HA A3/A4
other SSi 15 4 4 120
5 5 5 150
MS| 10 IDD 10 10 300 HA A3/A4
15 20 20 600
5 5 15 375
| St 10 ’DD 10 25 750 HA A3/A4
15 15 50 1800
5.2.1.1.2 For limited operating
emperature range:
5 1 1 7.5
- gates 10 oo 2 2 15 HA A3/A4
15 4 4 30
BS|
- buffers, 5 4 4 30
flip-flops, 10 oo 8 8 60 HA A3
other SSI 1§ 16 16 120
] 20 20 150
MSI 10 IDD 40 40 300 HA A3/A4
15 80 80 600
5 50 50 375
| S| 10 oo 100 100 750 HA A3/A4
15 200 200 1500
5.2.1.2 Low-level output voltage
V=0, 5 0,05 0,05 0,05
10 V, 0,05 0,05 0,05| V A3/A4
Vi, =V | 14 | <1 oL g ’ i
= Voo |lo | <10 15 0,05 0,05 0,05
5.2.1.3 High-tevel output voltage
VlL =0, 5 4,95 4,95 4,95
10 V, 9,95 9,95 9,95 \ A3/A4
Vi =Vor | 14 ] <1 OH ' v .
= Voo lo | <1 15 14,95 14,95 14,95

(The detail specification shall indicate whether the device is an SSI, MSl or LSI.)
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Voo Tambmi"' +25 °C 7-ambmax' Essayé
Paragraphe Caractéristiques Symbole Unité jen sous—
V) min. | max. min. | max. | min. | max. groupe
5.2.1.4 Tensions de sortie au niveau
bas et au niveau haut pour
les conditions d’entrée de
pire cas:
5.2.1.41 Série B
|io| <1na
Vu_ = 1,5V 5 0,5 0,5 0,5
VIL = 3,0V 10 VOL 1,0 1,0 1,0 \ A3/A4
= 40V 15 15 15 1.5
e v M
Vi = 85V 5 4,5 4.5 4,5
Vg = 7.0V 10 Vou | 90 9,0 9.0 Vv | A3/A4
VIH =110V 15 13,5 13,5 13,6
5.21.4.2 Série UB
[io | <1na
Vi = 1.0V 5 0,5 0,5 0,5
V|L = 20V 10 VOL 1,0 1,0 1,0 \ A3/A4
V"_ = 25V 15 1,5 1,5 1,5
VlH = 4,0V 5 4.5 4,5 4,5
VIH = 8,0V 10 VOH 9,0 9,0 g,0 Vv A3/A4
VIH =125V 15 13,5 13,5 13,5
52.1.p Courant de sortie a I'état bas
{voir note 3)
ViL=0V. Yiy=Vpp
5.2.1.5.1 Dans la gamme étendue
des températures de
fonctionnement:
V0 = 0,4V 5 0,64 0,51 0,36
V0 = 06V 10 ’OL 1,6 1,3 0,9 mA A3/A4
Vo = 1,5V 15 4,2 34 2,4
5.2.1.p.2 Dans la gamme limitée
des températures de
fonctionnement:
VO = 0,4V 5 0,52 0,44 0,36
VO = 0,5V 10 /OL 1,3 11 0,9 mA A3/A4
Vo = L5V 15 3,6 3,0 2,4
52.1.p Courantde sortie & I'état haut
{voir-riotes 2 et 3)
YiL=0V. iu= Voo
6.2.1.6.1 Dans la gamme étendue
des températures de
fonctionnement:
VO = 46V 5 -0,25 -0,2 -0,14
Vo = 95V 10 oy |-0.62 -0,5 -0,35 mA | A3/A4
VO =13,5V 15 -1,8 -1,8 -1,1
5.2.16.2 Dans la gamme limitée
des températures de
fonctionnement:
V0 = 46V 5 -0,2 -0,16 -0,12
VO = 95V 10 ’OH -0,5 -0,4 -0,3 mA A3/A4
Vo =13,5V 15 -1,4 -1,2 -1,0

Notes 2. — Sauf spécification contraire dans la spécification particuliére.
3. — Pour les dispositifs & sorties symétriques, les valeurs de loy sont égales a celles de /.
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Vob Tamp™Min. +25°C TampMax. Tested
Subclause Characteristics Symbol Unit | in sub-
v) min. max. min. | max. min. max. group
5.2.1.4 Low-level and high-level
output voltages at worst-case
input conditions:
521.41 B-series
|io] <1na
Vi = 1.5V 5 0.5 05 0,5
VIL = 30V i0 VOL 1.0 1,0 1,0 \Y A3/A4
=46V +5 +5 +5 5
H = 3,5V 5 4,5 4.5 4,5
IIH = 7,0V 10 VOH 9,0 9,0 9,0 \'2 A3/A4
m =11,0V 15 13,5 13,5 13,5
§21.42 B-series
flio | <t na
L= 1,0V 5 0,5 0,5 0,5
/IL = 20V 10 VOL 1,0 1,0 1,0 \ A3/A4
/"_ = 25V 15 1,5 1,5 1.5
= 40V 5 4,5 4,5 4,5
IIH = 8,0V 10 VOH 9,0 9,0 9,0 \ A3/A4
/tH =125V 15 13,5 13)5 13,5
5.2.1.56 Jow-level output current
(see note 3)
L=V Yiu=Voo
52.1.5.1 or full operating
temperature range:
/0 = 04V 5 0,64 0,51 0,36
/o = 0,5V 10 ’OL 1,6 1,3 0,9 mA IA3/A4
/O = 1,5V 15 4,2 3,4 2,4
5.2.1.6.2 or limited operating
femperature range:
o = 04V 5 0,52 0,44 0,36
/O = 05V 10 ’OL 1,3 i1 0,9 mA IA3/A4
/o = 15V 15 3,6 3,0 2,4
52.1.6 righ-level gutput current
see notes 2 and 3)
il 0V Vin= Voo
5.2.1.6.1 Fortull-operating
temperature range:
VO = 46V 5 -0,25 -0,2 -0,14
VO = 95V 10 /OH -0,62 -0,5 -0,35 mA A3/A4
Vo =135V 15 -1.8 -1,5 -1.1
5.2.1.6.2 For limited operating
temperature range:
Vo = 46V 5 -0,2 -0,16 -0,12
V0 = 98V 10 IOH -0,5 -0,4 -0,3 mA A3/A4
Vo =135V 15 -1,4 -1,2 -1,0

Notes 2. — Unless otherwise specified in the detail specification.

3. - For devices with symmetrical outputs, the values for low are equal to those for

oL
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Paragraphe

Caractéristiques

V)

Symbole

T

mbpMin.

+25°C

T

mbmax.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Unité

Essayé
en sous—
groupe

5217

52.1.7.1

Courant d'entrée

Dans la gamme étendue
des températures de
fonctionnement:

Vi = Yoo
v, =0V

15
15

hy

0.1
-0,1

0.1
-0,1

1,0
-1,0

3%

A3/A4

62.1.f.2

Dans la gamme limitée
des températures de
fonctionnement:

Vin =Yoo
v, =0V

16
15

hy

0.3
-0,3

0.3
-0,3

1.0
-1,0

55

A3/A4

5218

5.2.1.B.1

5.2.18.2

Courant de fuite de sortie
dans I'état «trois-états»
Vi =0.Viy=Vpp. telquela

sortie soit & haute impédance
Vg =15VouoV

Dans la gamme étendue
des températures de
fonctionnement:

Dans la gamme limitée
des températures de
fonctionnement:

15

04

0,4

15

1,6

1,6

12,0

A3/A4

A3/A4

5210

Capacité d’entrée par unité
de charge
(quelle que soit I'entrée)

7.5

pF

A3/A4

6| Marquage

5[2.2 Caractéristiques dynamiques

Vpir la spécification particuliére cadre.

Vpirla-spécification particuliere cadre.

7 Renseignements a donner dans les commandes

Voir la spécification particuliére cadre.

8 Conditions d’essai et exigences de contréle

Dans cet article, les numéros des paragraphes se référent a la spécification générique,
sauf indication contraire, et les méthodes d’essai au chapitre 1V de la Publication 748-2 de

la CELl.
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VDD Tambmin' +25°C T ampMax. Tested
Subclause Characteristics Symbol Unit { in sub-
v) min. | max. min. | max. | min. | max. group
5.2.1.7 Input current
5.2.1.71 For full operating
temperature range:
Viu = Voo 15 hy 0,1 0,1 1,0 HA
V, =0V 15 I 0,1 0,1 1.0 A3/A4
L= L -0, -0, -1, pA
5.2.1.7.2 For limited operating
emperature range:
Vi = Voo 15 I 0.3 03 1,0 BA
% A3/A4
L =0V 15 I -03 -03 1.0 | wA
52.18 [hree-state output
feakage current
V=0 VY= VDD' combined
o obtain a high-impedance
butput
Vo =15VoroVv
5.2.1.8.1 For full operating 15 loz 0,4 0,4 12,0 pA A3/A4
emperature range:
5.2.1.8.2 For limited operating 15 loz 1,6 1,6 12,0 HA A3/A4
emperature range:
52.1.9 nput capacitance per unit Ci 7.5 pF A3/A4
load (any input)
5.2.2 Dynamic characteristics
See bldnk detail specification.
6 Marking
See b|a|nk detail specification.

7 Ordering information

See blank detail specification.

8 Test conditions and inspection requirements

In this clause, the subclause numbers refer to the generic specification, unless otherwise
stated, and test methods are quoted from chapter IV of IEC Publication 748-2.
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Tous les essais sont effectués a T_ ., = 25 °C sauf indication contraire (voir article 4 de la
spécification générique).

Toutes les tensions sont prises par rapport a Vss

TABLEAU I
GROUPE A - Contréles lot par lot

Aucun essai n’est destructif (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10 de la CEl).

Exigences de contréle
E . Publication Conditions
xamen ou essai de la CE! d'essai Niveau
Limites dassurange” | NC| | NQA
Sous-groupe A1
Hxamen visuel externe, 747-10,
cpnformité du marquage par. 4.2.1.1

.

ous-groupe A2

Vérification de la fonction 748-2-5
art. 3

D

ous-groupe A3

Garactéristiques statiques 748-2, ch.ll;
3+25°C sect. un

Voir la spécification particuliére
Sous-groupe Ada

(poir note 4) 748-2, ch. I,
Garactéristiques statiques sect. un
q la température ‘maximale

L

e fonctionnement

ous-groupa A4b
748-2, ch. I,

t;quuo 660:. ("1}
a la température minimale
de fonctionnement

(poirinote 4)

Sous-groupe A5

Caractéristiques dynamiques| 748-2, ch. lli,
a+25°C sect. un

Note 4. — Les mesures par corrélation sont autorisées.
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All tests shall be performed at T, = 25 °C unless otherwise stated (see clause 4 of the
generic specification).

All voltages are referenced to Vg

TABLE |
GROUP A - Lot-by-lot tests

All tests are non-destructive (subclause 3.6.6 of IEC Publication 747-10).

Inspection requirements
IEC Conditions

publication of test Assessment

Limits level IL AQl

Inspection or test

Sub-group A1

External|visual examination, | 747-10,

marking [conformity subcl. 4.2.1.1
Sub-grolip A2
Verificatjon of the function 748-2-5

cl. 3

Sub-groyip A3

Static chjaracteristics 748-2, ch. 1ll,
at+25 9C sect. one

See detail specification
Sub-gropp Ada

(see notp 4) 748-2, ch. lll,
Static characteristics sect. one

at maximum operating

temperature

Sub-grop A4b

(see noz 4) 748-2, ch. llI,
Static ¢ teristics sectone

at minimum operating
temperature

Sub-group A5

Dynamic characteristics 748-2, ch. I,
at + 25 °C sect. one

Note 4. - Correlation measurements are allowed.
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TABLEAU I
GROUPE B - Contréles lot par lot
(Dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10
de la CEl).

. {imites
Conditions &4 7, =25°C des exigences
. Publication " :
Examen ou essai de 1a CEI sauf spécification contraire de contréle
- e la {voir article 4 de la spécification générique)
min. max.
Bous-groupe B1
Dimensions 747-10, {Voir article 1
par. 422 et de cette ngrme]
ann. B
Bous-groupe B3
Robustesse des sorties
si applicable)
Pliage (D) | 749, ch. 1l, Force = [voir CEIl 749, chili, par. 1.2] Pas de détérioration
par. 1.2
Bous-groupe B4
Boudabilité (D) |749,ch. I, [Voir CEl 749 chuAl, par. 2.1] Etamage cprrect
par. 2.1 Bain de soudure
Bous-groupe B5
Variations rapides de
empérature:
) Boitiers avec cavité 749, ch. lli, 10 cycles
Variations rapides par. 1.1
de température
Buivis de:
Essais électriques 748-2-3 [A choisir dans les sous-groupes A2 et A3]
- étanchéité, détection | 749; ch. I, [A spécifier]
des microfuites par7.30u 7.4
et:
Etanchéité, détection | [A spécitier]
des fuites franches
b) Boitiers safs-cavité et
avec cavitéscellés
par époxy
Variations rapides de | 749, ch. iil, 10 cycles
température par. 1.1
Suivie-de-
- Examen visuel externe | 747-10
par. 4.2.1.1
- Essai continu de 749, ch. 1l
chaleur humide par. 5B Sévérité 1 (125 °C, 85 % H.R.), 24 h
- Essais électriques | 748-2-3 [A choisir dans les sous-groupes A2 et A3]
Sous-groupe B8
Endurance électrique 748-11 T = 125 °C: «Conditions = [voir D6]»
(168 h) par. 12.3
avec les mesures finales:
(comme en A2, A3 et A5) Comme en A2, A3 et AS Comme en A2, A3
et A5
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, BS et BS.
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TABLE !l

GROUP B - Lot-by-lot tests
(In the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

Only tests marked (D) are destructive (subclause 3.6.6 of IEC Publication 747-10).

Conditionsat T, =25 °C Insgection
IEC ) . requirement
Inspection or test blicati unless otherwise specified limits
pu 1001 (see clause 4 of the generic specification)
min. max
Sub-greup B1
Dimensjons 747-10, [see clause'1
subcl. 4.2.2 of this standard]
and app. B
Sub-greup B3
Robustriess of terminations
(if appligable)
BendinT (D) | 749, ch. I, Force = [see |IEC 749, ch. Il, sub¢l: 172] No damage
subcl. 1.2
Sub-grqup B4
Solderability (D) 1749, ch. i, [see IEC 749, ch. 11, subcl. 2.1) Good wetting
subcl. 2.1 Solder bath method
Sub-grqup BS
Rapid change of
temperature:
a) Cawjty packages 749, ch. lil, 10 cycles
Rapjd change subcl. 1.1
of tamperature
suivis de:
Eleqgtrical tests 748-2-3 [To be selected from sub-group A2 and A3]
~ sealing, fine leak 749, ch. (il [To be specified]
detgction 730r74
and
Sealing, gross leak [To be specified]
detgction
b) Nontcavity and
epoky-sealed cavity
packages
Rapjd change of 749, ch. I, 10 cycles
temperature subcl. 1.1
suivie da-
- External visual 747-10
examination subcl. 4.2.1.1
- Damp heat, steady | 749, ch. ill,
state subcl. 5B Severity 1 (125 °C, 85 % H.R.),24 h
- Electrical tests 748-2-3 [To be selected from sub-group A2 and A3}
Sub-group B8
Electrical endurance 748-11 Tomp = 126 °C: "Conditions = [See D6]"
(168 h) subcl. 12.3

with final measurements:
(A2, A3 and A5)

As in A2, A3 and AS

As in A2, A3
and A5

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and B8.
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TABLEAU Il
GROUPE C - Essais périodiques

748-2-4© CEI

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (paragraphe 3.6.6 de la Publication 747-10

de la CEl).

Examen ou essai

Publication
de la CEl

Conditions a Tamb =25°C

sauf spécification contraire
(voir article 4 de la spécification générique)

Limites
des exigences
de contréle

min. max.

Sous-groupe C1

Oimensions

747-10, par. 4.2.2
etann. B

[VoirJarticle 1
de’cegtte norme}

Sous-groupe C2b(1)

rification de la fonction
T,mpMax. et T mpMin.

Comme pour A2

ous-groupe C2b(2)
aractéristiques dynamiques

Tompmax. et T, min.

Comme pour A5

n

ous-groupe C3

Hobustesse des sorties (D)

749, ch. ll,
par.1.1et1.4

[Voir CEL749, ch. ll, par. 1.1 et 1.4]

in

ous-groupe C4

Résistance a la chaleur
soudage

(D)

vec les mesures finales:
(¢omme pour A2 et A3)

749, ch. i,
par. 2.2

[Voir CEI 749, ch. ll, par. 2.2]

Comme pour A2 et A3

ous-groupe C5

ariations rapides de
température (note 6):

Boitiers a cavité

ariations rapides de
température puis:

- | Essais électriques

749, ch. il
par. 1.1

Voir sous-groupes
A2 et A3

10 cycles

Comme en A2 et A3

- Essais électriques

Voir sous-groupes
A2 et A3

- | Etanchéité, détection des | 749, ch. I, A spécifier
microfuites et: par. 73 0u 7.4

- | Etanchéité, détection des | 68-2-17, A spécifier
fuites franches Essai Qc

b) Boitiers sans cavité et a

cavité a scellement époxyde

Variations rapides de 749, ch. llI, 500 cycles

température puis: par. 1.1

- Examen visuel externe 747-10, 4.2.1.1

- Essai continu de chaleur | 749, ch. lll, 5B Sévérité 1
humide 24 h

Comme en A2 et A3
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TABLE Il

GROUP C - Periodic

Only tests marked (D) are destructive (subclause 3.6.6 of IEC Publication 747-10).

Inspection
Conditionsat T, , =25°C requirement
Inspection or test bII!EC ) unless otherwise specified limits
publication (see clause 4 of the generic specification) .
min. { max.
Sub-group C1
Dimensipns 747-10, subcl. 4.2.2 [See clause|1
and app. B of this(standard]
Sub-group C2b(1)
Verificat|on of the function As for A2
at T, .max. and T, min.
Sub-group C2b(2)
Dynamiq characteristics As for A5
at 7, . max. and 7_ . min.
Sub-gropp C3
Robusths of 749, ch. I, [See IEC 749, chll, subcl. 1.1 and 1.4}
terminatjons (D) |subcl. 1.1 and 1.4

Sub-group C4

and:
- Sealing, \gross leak

subcl. 7.3 0r 7.4
68-2-17,

Resistance to soldering 749, ch. ll, [See {EC-749, ch. il, subcl. 2.2]

heat (D) |subecl. 2.2

with fingl measurements:

(as for A2 and A3) As for A2 and A3

Sub-group C5

Rapid change of

temperafture (note 6).

a) Cavily packages

Rapid change of 749, ch. HI 10 cycles

temperature foliowed by. subcl. 1.1

- Electr{cal tests See sub-groups As in A2 and A3
A2 and A3

- Sealing, fine leak detection| 749, ch. lll, To be specified

To be spéciﬁed

detection

b) Non-cavity and epoxy-
sealed cavity packages

Rapid change of temperature
followed by:

- External visual examination

- Damp heat, steady state

- Electrical tests

Test Qc

749, ch. llI,
subcl. 1.1
747-10,4.2.1.1
749, ch. lli, 5B

See sub-groups
A2 and A3

500 cycles

Severity 1
24 h

As in A2 and A3
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TABLEAU il (suite)
Limites
o Conditions &4 7, =26 °C des exigences
Examen ou essai Pdub:lcanon sauf spécification contraire de contrle
e la CEI (voir article 4 de la spécification générique) .
min. | max.

Sous-groupe C6

Accélération constante (D)
(pour les dispositifs a cavité)

avec les mesures finales:

749,ch ll, art. §

Accélération: 196 000 m/s2

( omme-bour-A2.at-A3)
Ld et J

Sous-groupe C7

ssai continu de chaleur
humide

Sévérité: 56 jours pour les catégories il
et lll, 21 jours pour la catégorie |

boitiers & cavité (note 6) |749, ch. lll, 5A
ous-groupe C8
ndurance électrique (1000 h) | 748-2, ch V, T, mp = 125 °C: «Conditions)= [voir D8]»

vec les mesures finales:
{¢omme pour A2, A3 et A5)

ous-groupe C9
tockage a haute température

vec les mesures finales:
(¢omme pour A2, A3 et A5)

749, ch. lll, art. 2

1000 h, T3, )= 125 °C

Comme pour A2, A3 et A5

[¢2Y

ous-groupe C11

Hermanence du marquage

749, ch. IV, art. 2

Méthode 1

in

ous-groupe C12

Hnergie transitoire

747-1 (note 5)

(4.

ous-groupe RCLA

Informations par attributs pour les sous-groupes C3, C4, C5, C6, C7, C8,[C9 et C11.

Notes 5. - Voir le paragraphe 10.2 de la présente norme.
6. — Aprés-trois essais consécutifs effectués avec succes, la périodicité peut étre ramenée a pne année.
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TABLE Il (continueq)

Inspection
Conditions at 7, =25 °C requirement
. IEC . . limit
Inspection or test blicati unless otherwise specified imits
publication (see clause 4 of the generic specification) -
min. | max.
Sub-group C6
Acceleration, steady (D) |749,chll, cl. 5 Acceleration: 196 000 m/s?
state (for cavity devices)
with final measurements:
(as for A:F-ar.d A3y
Sub-groyp C7
Damp hdat, steady state Severity: 56 days for categories I
and Ill, 21 days for category |
- for cavity packages (note 6) | 749, ch. I, S5A
Sub-groygp C8
Electricallendurance (1 000 h) | 748-2, ch V, T.mp = 125 °C: "Conditions = [see(D8]"
with finallmeasurements:
(as for A2, A3 and A5)
Sub-groyp C9
Storage at high temperature {749, ch. ill, cl. 2 1000h, T, =126°C
with finallmeasurements:
(as for A2, A3 and AS) As for A2, A3.and AS
Sub-groJf ci11
Permanepce of marking 749, ch. IV, cl. 2 Method 1

Sub-groyp C12

Transient energy

747-1 (note 5)

Sub-groyp CRRL

Attributesjinformation for sub-groups C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and C11.

Note %.
b.

-~ See subclause™0:2 of this standard.
— After the three successful consecutive tests, the periodicity may be reduced to once per year.
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